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SC 77A/Publication 61000-4-11 (2004), Second edition/I-SH 01
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

INTERPRETATION SHEET 1

This infnrprnfofinn sheaet has haoan prnpgrnd hy subcommittee—ZZA—LlLow froquency

phendmena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility

The tgxt of this interpretation sheet is based on the following docum

ISH Report on voti)xg\

TTAI726/1SH 77A/731/RV\

Full information on the voting for the approval of this i n be found|in the

reporflon voting indicated in the above table.

Interpgretation of the rise-time and fall-tim i ents during EUT testing inh IEC
61000-4-11:2004: Electromagnetic /compatibj EMC) - Part 4-11: Testing and
measpirement techniques - Voltage di erruptions and voltage variations
immuhity tests.

1) In|{IEC 61000-4-1172004\Table 4 not apply to EUT (equipment under test) tgsting.
T4ble 4 is for genefato

2) With referen

risr—time and Talltin

para i '

3) Wi{th reference ) : the requirements apply to design and calibration |of the
gelneratoy iren ts_of Table 4 only apply when the load is a non-inductive [100 Q

here is no requirement in 61000-4-11:20p4 for
T; therefore, it is not necessary to measure|these

August 2010 ICS 33.100.20 French text overleaf
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-11: Testing and measurement techniques -
Voltage dips, short interruptions and
voltage variations immunity tests

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr st prising
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The romote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e iglds. To
this| end and in addition to other activities, IEC publishes International S a 3 secifigations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides g 8 f “IEC
Pullication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; {jona \ rested
in 1 j i ici i i d non-
gove closely
with ned by
agr

2) The hational
conpg rom all
inte)

3) IEC] lational
Corn of IEC
Publi for any
mis

4) In cations
tranjsparently to the maX| rgence
bet icated in
the |latter.

5) IEC| provides no for any
equipment decla

6) All

7) No i rts and
me hage or
othg bs) and
expe sation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publi

8) Attgnt is tka n he Noxmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indippensa pplication of this publication

9) Attgntion is.drawqg to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the supject of
patént rights=IEC shall'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internptiomal Standard IEC 61000-4-11 has been prepared by subcommittee 77A} Low

frequency phenomena, of TEC technical commitiee 7 /7. Electromagnetic compatibilty.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1994 and its amendment
1 (2000). This second edition constitutes a technical revision in which

1) preferred test values and durations have been added for the different environment classes;

2) the tests for the three-phase systems have been specified.

It forms part 4-11 of IEC 61000. It has the status of a Basic EMC Publication in accordance
with IEC Guide 107.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
T7A/452/FDIS 77A/455/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remaim~ynchanged until
2008.]At this date, the publication will be

* reg¢onfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ anpended.

The contents of the interpretation sheet 1 of August 2010 have ed in this copy.
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Dgscription of the environment
Classification of the environment
Cgmpatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall un roduct

committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Mgasurement techniques

Tdsting techniques

Part §: Installation and mitigation gu'del'@

Ingtallation guidelines
Mitigation methods

: Genericd

Part 6

Part 9

Each
or as
as se
numbgé

A\into several parts, published either as International Standards
echnical reports, some of which have already been published
published with the part number followed by a dash and a sfecond
ivision (example: 61000-6-1).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and
voltage variations immunity tests

1 S

This g

volta

cope

for eIJctricaI and electronic equipment connected to low-voltage po

This {
excee

It doe
Tests

The o
electri
voltag

NOTE

The t
asses
IEC G
also s
this in

5 not apply to electrical and electronic equipme
for these networks will be covered by future-t

uide 107, thig is\a basi
tated in G 0 mittees are responsible for determining w
tand slied or not, and, if applied, they are responsi

hmunity test

2 N

The fd
dated
the re

defini]s
immu

llowing.referenced documents are indispensable for the application of this docume
refefences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edi

fefenced document (including any amendments) applies.

Yechnical committee 77 and its sub-committee
ommittees in the evaluation of the value of par

levels
ks for

nt not

vorks.

nity of
s and

od to
bed in
C. As
hether
ble for
s are
ticular

nt. For
ion of

IEC 61000-2-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-8: Environment — Voltage dips
and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement
results

3 Terms and definitions

For th

e purpose of this document, the following terms and definitions apply:
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3.1

basic EMC standard
standard giving general and fundamental conditions or rules for the achievement of EMC,
which are related or applicable to all products and systems and serve as reference documents
for product committees

NOTE As determined by the Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility (ACEC) — see IEC Guide 107.

3.2

immunity (to a disturbance)
the ability of a device, equipment or system to perform without degradation in the presence of
an electromagnetic disturbance

[IEV 161-01-20]

3.3

voltage dip

a sudgen reduction of the voltage at a particular point of an eké m be¢low a
specifijed dip threshold followed by its recovery after a brief i

NOTE Typically, a dip is associated with the occurrence and termina it or other gxtreme
current|increase on the system or installations connected to it.

NOTE 2 A voltage dip is a two-dimensional electromagnetic dig 8 ich is determined py both

voltage|and time (duration).

3.4

shortjinterruption
a sudden reduction of the voltage on

syster

NOTE

3.5

residual voltag \Le p
the minimum val q.S. voltage\tecorded during a voltage dip or short interruption

NOTE | The residual € xpressed as a value in volts or as a percentage or per unit value rel
the refgrence voltage

3.6

malfuncti

the ter
uninte

3.7
calibna

NOTE

3.8

particular point of an electric

of equipment to carry out intended functions or the execu
equipment

supply

its restoration after a brief intgrval

ce and

ative to

ion of

For the purposes of this standard, calibration is applied to the test generator.

verification
set of operations which is used to check the test equipment system (e.g. the test generator
and the interconnecting cables) to demonstrate that the test system is functioning within the
specifications given in Clause 6

NOTE 1

The methods used for verification may be different from those used for calibration.

NOTE 2 The verification procedure of 6.1.2 is meant as a guide to insure the correct operation of the test
generator, and other items making up the test set-up that the intended waveform is delivered to the EUT.


https://iecnorm.com/api/?name=9ed8d5e811959547a38af4e13e4365ae

-8- 61000-4-11 © IEC:2004

4 General

Electrical and electronic equipment may be affected by voltage dips, short interruptions or
voltage variations of power supply.

Voltage dips and short interruptions are caused by faults in the network, primarily short circuits
(see also IEC 61000-2-8), in installations or by sudden large changes of load. In certain cases,
two or more consecutive dips or interruptions may occur. Voltage variations are caused by
continuously varying loads connected to the network.

Thesd phenomena are random in nature and can be minimally characterizedfor the purppse of

laborgtory simulation in terms of the deviation from the rated voltage and duration

Conss cts of

abrup ases,

under

It is t Bli i phenommena among the

ones i st.

5 Te

The v 5is for

voltage test level specification

Wherg¢ the equipment has g

- if 9 rated
voltage range, a sipgte { ithin<th ifi i t level
specification@

- in|all other c ighest
voltages declared

- gujidance for

5.1

The c at any

phase ains voltage. The following test voltage levels (in % Uy) are used: 0 %,

40 %,[ 70 %<and 80 % corresponding to dips with residual voltages of 0 %, 40 %, 70 % and

80 %.

For voltage dips, the preferred test levels and durations are given in Table 1, and an example
is shown in Figure 1a) and Figure 1b).

For short interruptions, the preferred test levels and durations are given in Table 2, and an
example is shown in Figure 2.

The preferred test levels and durations given in Tables 1 and 2 take into account the
information given in IEC 61000-2-8.

The preferred test levels in Table 1 are reasonably severe, and are representative of many real
world dips, but are not intended to guarantee immunity to all voltage dips. More severe dips, for
example 0% for 1 s and balanced three-phase dips, may be considered by product
committees.
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The voltage rise time, ¢, and voltage fall time, #, during abrupt changes are indicated in
Table 4.

The levels and durations shall be given in the product specification. A test level of 0 %
corresponds to a total supply voltage interruption. In practice, a test voltage level from 0 % to
20 % of the rated voltage may be considered as a total interruption.

Shorter durations in the table, in particular the half-cycle, should be tested to be sure that the
equipment under test (EUT) operates within the performance limits specified for it.

When enH‘ing pnrfnrmnnr\n criteria for disturbances of n,t: pnrind duration for prndllr\fe with a
mains| transformer, product committees should pay particular attention t cts which may
result|from inrush currents. For such products, these may reach 10 es-the| rated
current because of magnetic flux saturation of the transformer core aft i

Table 1 — Preferred test level and durations fo

Class? Test level and durations for volta §\(ts)\k\-lzl\6Q Hz\)‘/
Class 1 Case-by-case according toﬂ:\eWe\éQeq\Nr@
Clgss 2 0 % during 0 % during Yo ing 25(30° cycles

Y2 cycle 1 cycle <}7 \
N\ N

Clhss 3 0 % during 0% during AN 40N% d ingU 78 % during 80 % dliring
Y% cycle 1 oycle 10 12°c les 5/30° cycles 250/300° |cycles

Clgss XP X X X
a Clagses as per IEC 61000-2-4; see Annex B
b To be defined by product c i . i directly or indirectly to the public netwprk, the

levels must not be less sevéxe th

¢ "25/30 cycles" means 2

Table 2@%’\%% and durations for short interruptions

CI ssd st level and durations for short interruptions (z5) (50 Hz/60 Hz)
QassN Case-by-case according to the equipment requirements
 slass N\ 0 % during 250/300° cycles
\Cl\assN \ 0 % during 250/300° cycles
Classxe ) X

a Clapses as'per IEC 61000-2-4; see Annex B.
i rk, the

levels must not be less severe than Class 2.

¢ "250/300 cycles" means "250 cycles for 50 Hz test" and "300 cycles for 60 Hz test".
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5.2 Voltage variations (optional)

This test considers a defined transition between rated voltage Ut and the changed voltage.

NOTE The voltage change takes place over a short period, and may occur due to change of load.

The preferred duration of the voltage changes and the time for which the reduced voltages are
to be maintained are given in Table 3. The rate of change should be constant; however, the
voltage may be stepped. The steps should be positioned at zero crossings, and should be no
larger than 10 % of Uy. Steps under 1 % of Ut are considered as constant rates of change of

voltage.
Table 3 — Timing of short-term supply voltage variati7n3\
Voltage test level Time for decreasing Time at reduced \‘Ti for increaging
voltage (z4) voltage(z,) /\\olta e (50"Hz/p0 Hz)
70 % Abrupt 1 cycle \ ZNMS
Xa Xa Xa \ \ a
a  To be defined by product committee. \ :
b "25430 cycles" means "25 cycles for 50 Hz test" and "30 cycles/mz st
This slhape is the typical shape of a motor starting G

Figurg 3 shows the r.m.s. voltage as a i e Other values may be taken in ju

cases

NOTE

igure>1a) — Voltage dip — 70 % voltage dip sine wave graph

»
»

t (periods)

IEC 270/04

stified
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Ut (rm.s.)
100 %
||
40 % \ /
0% , I ’ , <\ : -
ff fs % Ir \>
b \‘> IEE 271/04
Key
t, Voltgge rising time
t; Voltgge fall time
ts Time|at reduced voltage
Figure 1b) — Voltage' dip — 40 ge dip r.m.s. graph
. tage dip - Examples
UT ( .m.s.)A Q
100 % Q/%
<Q§
— -
t ts tr
hlldh - IEC 272/04

Key

t, Voltage rising time

t; Voltage fall time

ts Time at reduced voltage

Figure 2 — Short interruption


https://iecnorm.com/api/?name=9ed8d5e811959547a38af4e13e4365ae

-12 - 61000-4-11 © IEC:2004

Ut (r.m.s.)

100 %

70 %

Key
ty Time
t; Time
ts Time

6 T

6.1

The f
voltag

Exam

The ¢
injectd

~ o \) 6 IEC 273/04

for decreasing voltage
for increasing voltage
at reduced voltage

bst instruzent
Test generato

A

"

bd in the.power stpply network, may influence the test results.

Any g

enerator creating a voltage dip of equal or more severe characteristics (amplitud

duration) than that prescribed by the present standard is permitted.

s and

ich, if

e and
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6.1.1 Characteristics and performance of the generator
Table 4 — Generator specifications
Output voltage at no load As required in Table 1, £ 5 % of residual voltage value

Voltage change with load at the output of the generator

100 % output, 0 Ato 16 A
80 % output 0 A to 20 A
70 % output, 0 A to 23 A
40 % output, 0 A to 40 A

less than 5 % of Ur
less than 5 % of U;
less than 5 % of Ur

less than 5 % of U

Outpu{ current capability 16 A r.m.s. per phase at rated véltagexThe generptor
shall be capable of carrying ofrated| value
for a duration of 5 s. It shal rrying 23 A
at 70 % of rated voltage
voltage for a duration of\3 s. hy be
reduced according to~the KU supply
current, see Claus€ A.3)

Peak ihrush current capability (no requirement for Not to be limi y ,

voltagge variation tests) maximum pe rator need npt
exceed ains, 500 A flor
200 V to 240 V for 100 V to 120
maing. m

Instanfaneous peak overshoot/undershoot of the es M %-RNUT

actual|voltage, generator loaded with 100 Q pésistive

load

Voltagg rise (and fall) time ¢, (and #), see Figures {b) tween 1 uMus

and 2,|during abrupt change, generator loaded With

100 Q [resistive load

Phase|shifting (if necessary) /\ /’\\ ° to§§0°

Phase|relationship of volt aerterrup ti ‘n\s\wan +10 °

with the power frequency

Zero cfossing cont/af\th%sgener;p\ +10°

Output impedance s predo \N>resistive.

The output im est voltage generator shall be low even during transitions (for

example, les

NOTE ve load used to test the generator should not have additional inductivity

NOTE } ent which regenerates energy, an external resistor connected in parallel to the load|can be

added. [The testwrestit mustdnot be influenced by this load.

6.1.2 Verification of the characteristics of the voltage dips, short interruptions

generators

In order to compare the test results obtained from different test generators, the generator
characteristics shall be verified according to the following:

those percentages of the selected operating voltage: 230 V, 120 V, etc.;

at no load, and shall be maintained within a specified percentage of the Uy;

the 100 %, 80 %, 70 % and 40 % r.m.s. output voltages of the generator shall conform to

the 100 %, 80 %, 70 % and 40 % r.m.s. output voltages of the generator shall be measured
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— load regulation shall be verified at nominal load current at each of the output voltages and
the variation shall not exceed 5 % of the nominal power supply voltage at 100 %, 80 %,

70

% and 40 % of the nominal power supply voltage.

For output voltage of 80 % of the nominal value, the above requirements need only be verified
for a maximum of 5 s duration.

For output voltages of 70 % and 40 % of the nominal value, the above requirements need only
be verified for a maximum of 3 s duration.

If it is necessary to verlfy the peak inrush drlve current capab|I|ty, the generator shall be

switchee ctifier
with a arried
out at nrush
currer

When| i peak
inrush ndard
gener firmed
by me erator,
measlired EUT peak inrush current shall be Iess than ability
of the it shall
be m¢g A.3.
Genelf ower-
dissip

NOTE

Rise 3 gt both
90° arf D % to
0 %.

Phasg angle ac itching from 0 % to 100 % and 100 % to Q %, at
nine ghase angles” fr ? s " increments. It shall also be verified for swifching
from 100 % to 80 - N%, 100 % to 70 % and 70 % to 100 %, as well ag from
100 % at' 90° and 180°

The v préferably, be recalibrated at defined time periods in accordance
with a

6.2

The friequency of the test voltage shall be within £ 2% of rated frequency.

7 Test set-up

The test shall be performed with the EUT connected to the test generator with the shortest
power supply cable as specified by the EUT manufacturer. If no cable length is specified, it
shall be the shortest possible length suitable to the application of the EUT.
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The test set-ups for the three types of phenomena described in this standard are:

— voltage dips;

— short interruptions;

— voltage variations with gradual transition between the rated voltage and the changed
voltage (option).

Examples of test set-ups are given in Annex C.
Figure C.1a) shows a schematic for the generation of voltage dips, short interruptions and

voltag ing a
generptor with internal switching, and Figure C.1b) using a generator and/a pewer amplifier.

Figure C.2 shows a schematic for the generation of voltage dips s and

voltage variations using a generator and a power amplifier for threé

8 Test procedures

Systems may require a precise pre-analysi i st be
tested to reproduce field situations.

Test dases must be explaing
It is recommended thajthe te

- thi)type desi tion of the
— information % sib

peripherals;

5, and

— input power pgQrt

— representdtive operati
—  pefrform

— operatiQnaMoge

— defscription

If the Actualloperating signal sources are not available to the EUT, they may be simulated.

For each test, any degradation of performance shall be recorded. The monitoring equipment
should be capable of displaying the status of the operational mode of the EUT during and after
the tests. After each group of tests, a full functional check shall be performed.
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8.1 Laboratory reference conditions
8.1.1 Climatic conditions

Unless otherwise specified by the committee responsible for the generic or product standard,
the climatic conditions in the laboratory shall be within any limits specified for the operation of
the EUT and the test equipment by their respective manufacturers.

Tests shall not be performed if the relative humidity is so high as to cause condensation on the
EUT or the test equipment.

NOTE \Where it is considered that there is sufficient evidence to demanstrate that the effects of the phpnnmenon
coveredq by this standard are influenced by climatic conditions, this should be brought to~the attention of the
commitfee responsible for this standard.

8.1.2 Electromagnetic conditions

The dlectromagnetic conditions of the laboratory shall be su antee  the qorrect
operation of the EUT in order not to influence the test results

8.2 Execution of the test

During the tests, the mains voltage for testing shall b an accuracy of |2 %.

8.21 Voltage dips and short intefruptio

The BUT shall be tested for each selested “combination of test level and duration Wwith a
sequence of three dips/interruptions wifth in suminimum (between each test gvent).
Each fepresentative mode of operation'sha

For vqltage dips, changes t_supply voltage elur at zero crossings of the voltage, pnd at
additional angles conside it cammittees or individual product specifidations
preferpbly selectei fro 45° q 25°,270° and 315° on each phase.

For short interrup ’ S ) defined by the product committee as the worst| case.
In the|absence of def oxamended to use 0° for one of the phases.

For the shori_i s ¢ of“three-phase systems, all the three phases shall be
simultaneously te

For thie €oltage\dips.{est of single-phase systems, the voltage shall be tested as per 5.1. This
impliefs one

For the voltage dips_tést of three-phase systems with neutral, each individual voltage (ghase-
to-nedtral\ahd phase-to-phase) shall be tested, one at a time, as per 5.1. This implies six
differgnt séries of tests. See Figure 4b).

For the voltage dips test of three-phase systems without neutral, each phase-to-phase voltage
shall be tested, one at a time, as per 5.1. This implies three different series of tests. See
Figure 4b).

NOTE For three-phase systems, during a dip on a phase-to-phase voltage a change will occur on one or two of the
other voltages as well.

For EUTs with more than one power cord, each power cord should be tested individually.
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70 %
70 %
70 %

IEC 274/04

NOTE Phase-to-neutral testing on three-phase systems is performed one phase at a time.

Figure 4a) — Phase-to-neutral testing on three-phase@

NOTE | Phase-to-phase testing on three-phase Y i med’one phase at a time. Both
(B) show a 70 % dip. (A) is preferred, but (B) is also acgepta
onthree-phase systems
Higure 4 — Phase-to testing on three-phase system
8.2.2 Voltage varia
The BUT is test t ! oltage variations, three times at 10 s inter

the mpst representa

9 Eyaluatjd

The classified in terms of the loss of function or degradat
performance_ ofxy ent under test, relative to a performance level defined
manufacture the \requestor of the test, or agreed between the manufacturer an
purchaser of-the praduct. The recommended classification is as follows:

A) and

al for

on of
by its
d the

a) ngrmyalperformance within limits specified by the manufacturer, requestor or purchasefr;

b) temporary loss of function or degradation of performance which ceases after the
disturbance ceases, and from which the equipment under test recovers its normal

performance, without operator intervention;

c) temporary loss of function or degradation of performance, the correction of which requires

operator intervention;

d) loss of function or degradation of performance which is not recoverable, owing to damage

to hardware or software, or loss of data.

The manufacturer's specification may define effects on the EUT which may be considered

insignificant, and therefore acceptable.
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This classification may be used as a guide in formulating performance criteria, by committees
responsible for generic, product and product-family standards, or as a framework for the
agreement on performance criteria between the manufacturer and the purchaser, for example
where no suitable generic, product or product-family standard exists.

NOTE The performance levels may be different for voltage dip tests and short interruption tests as well as for
voltage variations tests, if this optional test has been required.

10 Test report

The test report shall contain all the information necessary to reproduce the test. In particular,
the foltowimgstrattbeTecorded:

— the items specified in the test plan required by Clause 8;

— identification of the EUT and any associated equipment, e.g.
serial number;

— anly special environmental conditions in which the test
enclosure;

— anly effects on the EUT observed dux 2 e, and
the duration for which these effects pe

- th 3 in the
generic, product or product-famil agre nd the
pufrchaser);

- an ng, or

EU
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The cj
Use of the bridge rectifier makes it unnecessary to change rectifier pola
versug 90°. The rectifier half-cycle mains current rating should be at leas
inrush current drive capability to provide a suitable operating safety fag

The 1
rating
400 Vv
at leag

-4-11 © IEC:2004 -19-

Annex A
(normative)

Test circuit details

Test generator peak inrush current drive capability

safety| factor. The capacitor shall have the lowest po

at bot

Since

connegcted in parallel with it and seve

With

should be used between inrush drive

when

The c
one-q

Tests

shall be r@
to engdure sufficient’pe

Shorter wait times are desired.

surrent drive capability for both polarities.

up to
rating
(ESR)

all be
tests.
2 min
used

ve for

270°,

A.2 naracteristics for measuring peak inrush current
Output vo i ) ; 0,01 V/A or more

Peak current: 1 000 A minimum

Peak turrentiaccurae + 10 % (3 ms duration pulse)
r.m.s.|cucrent: 50 A minimum

I x T maximum: 10 A [ or more

Rise/fall time: 500 ns or less

Low-frequency 3 dB point: 10 Hz or less

Insertion resistor: 0,001 Q or less
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A.3 EUT peak inrush current requirement

When a generator peak inrush current drive capability meets the specified requirement (e.g., at
least 500 A for a 220 V — 240 V mains), it is not necessary to measure the EUT peak inrush
current requirement.

However, a generator with less than this inrush current may be used for the test, if the inrush
requirement of the EUT is less than the inrush drive capability of the generator. The circuit of
Figure A.2 shows an example of how to measure the peak inrush current of an EUT to
determine if it is less than the inrush drive capability of a low-inrush drive capability generator.

The cjrcuit uses the same current transformer as the circuit of Figure A(1. FO
current tests are performed:

In

EUT, |that EUT's measured inrush cu
current drive capability of the generat

power off for at least 5 min; measure peak inrush current when i

repeat a) at 270°;

power on preferably for at least 1 min; off for 5 s; then a \ rrent w

is furned back on again at 90°;
repeat c) at 270°.

order to be able to use a low-inrush drive c

To oscilloscope

Voltage
interrupt
generator

G volthge/in , switched on at 90° and 270°

O X W -

curent p , Wt ing output to oscilloscope
recfifier bridge

blegder fesistor, not over 10 000 Q or less than 100 Q

1 700\uF = 20 % electrolytic capacitor

r peak

tor to test a par
% of the measured

AN
IEC 27

nrush

£ (90°;

hen it

ticular
nrush

6/04

Figure A.1 — Circuit for determining the inrush current drive capability of
the short interruptions generator
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To oscilloscope

Voltage M
interrupt
generator EUT
G
JEC 277/04
Figure A.2 — Circuit for determining the peak inrush curr re nt af UT

o

@C@
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Annex B
(informative)

Electromagnetic environment classes

B.1 Electromagnetic environment classes

The f.)“UVV;IIH b:dDDUD Uf U:Cbtlulllaullct;b CIIV;IUIIIIID‘IIt b:dabcb thU bccll Dulllllldliac\. from
IEC 61000-2-4.

+ Class 1

This dlass applies to protected supplies and has compatibility lexve bli¢’ network
levels] It relates to the use of equipment very sensitive to disturbances)n(l p supply, for
instance the instrumentation of technological laboratories/™s } d protection

equipment, some computers, etc.

NOTE |[Class 1 environments normally contain equipment w i by such apparg
uninterfuptible power supplies (UPS), filters, or surge suppresse

+ Class 2

This glass applies to points of common-&oupling onsumer systems) and in
points| of common coupling (IPC’s) in the industkia onment in general. The compg
levels|in this class are identical to those of publig n ; therefore components design
applicption in public netwq $ class of industrial environment.

+ Class 3

This ¢lass appli environments. It has higher compatibility
than those of cla pce phenomena. For instance, this class sho
considered when 3 coriditions are met:

— amajor p3 ough converters;

— welding

— lange

— loads varyytapidly

NOTE The supply to™Mighly disturbing loads, such as arc-furnaces and large converters which are g
suppliefl from-a segregated bus-bar, frequently has disturbance levels in excess of class 3 (harsh environm
such sfeeial’ situations, the compatibility levels should be agreed upon.

tus as

-plant
tibility
ed for

levels
ild be

enerally
ent). In

NOTE 2 The class applicable for new plants and extensions of existing plants should relate to the type of

equipm

ent and process under consideration.
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Annex C
(informative)

Test instrumentation

C.1 Examples of generators and test set-ups
Figur S C1a) and C1b) show—two puaaibic test L,unfiyLuatiuna for-mains bupp:y strrjation.
To show the behaviour of the EUT under certain conditions, interryptio and \xpltage
variations are simulated by means of two transformers with variable o
Voltag 1 and
switch 00 ps
with tlhe two switches opened is acceptable e the
switch power
MOSH urrent
zero g
The Illy or
automatically by means of a motor. witch-
selected taps may be used.
Wavet rmers
and s in the
conte
The g C) can
be alg
]
! Switch 1
1
1
1
l :
! i
! 1
' |\o !
N - T Yoltmeter
i Switch 2 : EUT oscilloscope
! i
! 1
' Variable transformer 2 !
! 1
! 1
Neutral (or Phase i i
for phase-to-phase O— :
tests) ! !
e :
IEC 278/04
Figure C.1a) — Schematic of test instrumentation for voltage dips, short interruptions

and voltage variations using variable transformers and switches
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Phase o 1 Controller

1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1

Power !

|

supply i Wave-form Power
i generator amplifier
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Neutral O—+—

Figure C.1b) — Schemati
short interruptions and

________________________________________

Switch 2

279/04

EUT

Voltmeter
pscilloscope

Neutral (or Phase for

phase-to-phase
tests)

__________________________________________

Figure C.1c) — Schematic of test instrumentation for voltage dips,
short interruptions and voltage variations using tapped transformer and switches

Figure C.1 — Schematics of test instrumentation for voltage dips,
short interruptions and voltage variations

IEC 280/04
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i :
! 1
! 1
! 1
! 1
' |
Phase(s) o—— Controller E
i ! L
! 1
! 1
! 1
: .
1
| Ho—
! 1
' |
Power | Three i
p!‘,’ : Wave_rorm phacco .'J.\vacl EUT ] ‘VI\{:tIIIGtG
' generator amplifier oscilloscoy
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IEC|

281/04
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SC 77A/Publication 61000-4-11 (2004), Deuxiéme édition/I-SH 01
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —

Essais d'immunité aux creux de tension, coupures
bréves et variations de tension

FEUILLE D'INTERPRETATION 1

Cette | feuille d’interprétation a été établie par le sous-comité 77A: Romenesy basse

fréqugnce, du comité d'études 77 de la CEIl: Compatibilité électromagnétig

Le teXte de cette feuille d’interprétation est issue des documents su{vant

ISH Rapport de vgkte \

77A/726/FDIS 77A/7@M\ X
~

1e touteihformation sur le vote|ayant

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus/don
about| a I'approbation de cette feuille d’interprétati

Intergrétation des exigences pour /les temps ¢ wontée et des temps de deslcente
pendant les essais d’EST dans la C -4- : : Compatibilité électromagn}tique
(CEM) - Partie 4-11: Te 5 d sai e mesure — Essais d’immunité aux creux de
tensign, coupures bréve ariations de tenS| .

1) Dgns la CEl 6100- : bleau 4 ne s’applique pas a l'essai sur|I'EST
(équipement ~De_Tablgau 4 est seulement pour I'étalonnage|et la
conception d

2) En et le Tableau 2, il n’'y a pas d’exigence dans la

CHI 61000- 4 11'4 p ps de montée et le temps de descente lorsque I'on
espaie I'E Qi, il N'est pas nécessaire de mesurer ces parametres pgndant
les i§

3) En i con®erne le\Tableau 4, toutes les exigences s’appliquent a la conceptioh et a
I’éfalo nérateur. Les exigences du Tableau 4 s’appliquent seulement quand la

chprge es une \tésistance non-inductive de 100 Q. Les exigences du Tableau| 4 ne
s’'appliquent pas_pendant I'essai de I'EST.

Aodt 2010 ICS 33.100.20 Texte anglais au verso
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6)
7)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux creux de tension,
coupures bréves et variations de tension

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondialg mposée
de Yensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de }a bjet de
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm gines de
I'élgctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités onales,
des| Spécifications technlques des Rapports techniques, des Specmcatl S ace et des
Guifles (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabor gtudes,
aux| travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje sations
intefnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liai ent aux
traviaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation | on des
confgitions fixées par accord entre les deux organisations.

Les mesure
du la CEI
inté

Les gréées
con aisefinables sont entrepris afin qug la CEI
s'ag . la CEIl ne peut pas étre tenue responsfable de
I'éve un quelconque utilisateur final.

Dar és’nationaux de la CEIl s'engagent, dans foute la
mes ublications de la CEl dans leurs publ{cations
nationales et reglonale s Publications de la CEIl et toutes publ{cations
nati e.indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La |CElI n’a pré $ arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pg QUi & > ormes a une de ses Publications.

Tou en possession de la derniére édition de cette publicatiof.

Aud a ses administrateurs, employés, auxilialres ou
ma pa cullers et les membres de ses comités d'études et des QComités
nati ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tolit autre
dont soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de ytant de Ia publlcatlon ou de Iut|||sat|on de cette Publication de la CEf ou de
tout

L'at g references normatlves citées dans cette publlcatlon L'utilisation de publ{cations
refé

L’attention“est attirée gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgnt faire
I'objet ,de Jdroits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenye pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence,

La Norme internationale CEl 61000-4-11 a été établie par le sous-comité 77A: Phénomeénes
basse fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1994 et son
amendement 1 (2000). Cette deuxiéme édition constitue une révision technique dans laquelle

1)

2)

des durées et niveaux d'essai préférés pour les différentes classes d'environnement ont
été ajoutées ;

les essais pour les systémes triphasés ont été précisés.

Elle constitue la partie 4-11 de la CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM conformément au Guide 107 de la CEI.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
T7A/452/FDIS 77A/455/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié
date, la publication sera:

* reg¢onduite;

* supprimée;

* renplacée par une édition révisée, ou
* anpendée.

Le confenu de la feuille d’interprétation 1 d’aolt 2010

)
S

t 200814

ansidération dan

cette

5 cet
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties, conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Dgscription de I'environnement

Cl
Ni

Partig 3: Limites

Li

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne

Co

mites d'émissions

hssification de I'environnement

yeaux de compatibilité

mités de produits)

Partid 4: Techniques d'essai et de mes

Tdchniques de mesure
Tgchniques d'essai

Partig 5: Directives d'insté

Di

Methodes et

dispos
Partig 6: Norme@

e\ la~fresponsabilit¢ des

Partig 9: Divers

Chaque partie est™a)\sor to prmes
internationales) sait eomme spécifications techniques ou rapports techniques, dont centaines
ont deja été de la
partie| s t et’ complété d'un second chiffre identifiant la subdivision (exgmple:
61000-6-1)
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —

Essais d'immunité aux creux de tension,
coupures bréves et variations de tension

1 Domaine d’application

La prgsente partie de la CElI 61000 définit les méthodes d'essai d'i i insi que la
gamme des niveaux d'essais préférés pour les matériels électriQu J[S iques
conngctés a des réseaux d'alimentation basse tension pour Ig ioh, les
coupures breves et les variations de tension.

La prgsente norme s’appliqgue aux matériels électriques st élec ro g ) burant
nominfal d’entrée ne dépasse pas 16 A par phase et destines\ & dseaux
électriques alternatifs de 50 Hz ou 60 Hz.

Elle ne s'applique pas aux matériels électriques et € oni iNes a é iés|a des
résealix électriques a courant alternatif « L s S traités

Le but de cette norme est d'établir une référ S 'é i 'immunité
fonctipnnelle des matériels électriquesi|et & ique YUMIS & ion,|a des
coupures bréves et a des varjatio

NOTE |Les essais d'immunjté aux fluctdations de\tensi

La mdthode d’essai décri 30 nte partie de la CEI 61000 detallle une methode sans
faille [pour esti' ité sdeéfini.
Comme décrit da e E ale en
CEM destinée a l'usag : 3 i . : i dans

le Guide 107, les(con odui ix d’utilisati u non
de cefte normg. d’e i i et, si elle est utilisée, les comités sont responsableq de la
définifion de$ niveaux/d'essai gppropriés. Le comité d'études 77 et ses sous-comités sont
préts [a ceqpeé s les comiités de produit pour I’évaluation de la pertinence des gssais
particllli HOMURLE leurs produits.

2 Rgférencesm

Les dociiments de référence suivants sont indispensables pour |'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 61000-2-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2-8: Environnement — Creux
de tension et coupures breves sur les réseaux d’électricité publics incluant des résultats de
mesures statistiques

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent:
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3.1

norme fondamentale en CEM

norme relative aux conditions ou aux réglements fondamentaux et généraux nécessaires a la
réalisation de la CEM liés ou s’appliquant a tous les produits et systémes et que les comités de
produits peuvent utiliser comme document de référence

NOTE Comme déterminé par le Comité Consultatif de la Compatibilité Electromagnétique (ACEC) — voir le
Guide 107 de la CEl.

3.2
immunité (contre une perturbation)
aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un systétme a fonctionner sans dégradation en

A all e la, i ral + s
presepce—gtmepertgroatton—erectromagneuque

[VEI 161-01-20]

3.3

creux|de tension

diminyition brusque de la tension a un endroit particulier d’'un systée 3 3legtrique
qui dgvient inférieure a un seuil de creux spécifié, puis reprend QUM S eure ay seuil

aprés|un bref intervalle de temps

NOTE Typiquement, un creux est associé a I'apparition et aAa d|spa ition<d’un coiyt-circuit ou de toufe autre
cause de surintensité dans le systéme ou les installations connettéeg i

NOTE 2 Un creux de tension est une perturbation électyom 5t i i , iveau est
déterm|né par la tension et la durée.
34

coupure bréve
diminyition brusque de la tension sur S A stéme
d’alimentation électrique qui devient |ner| : i [ acifié, pui prend
une valeur supérieure au &

NOTE |Les coupures bréve 6 \ isposififs de commutation dont le fonctionnement gst lié a
I’apparition et a la disparitio S its d

3.5 <>
tension résiduelle’(d

valeurl minimale de
bréve

upure

NOTE |La ten S imé , itai brt a la
tension|de référeqce.

3.6
dysfonctiont
cessafion de\Faptitude d’'un matériel a accomplir ses fonctions ou exécution de fonctions
incorrectes par le matériel

3.7
étalonnage
méthode qui garantit que 'appareil de mesure est conforme a ses spécifications

NOTE Dans le cadre de cette norme, I’étalonnage s’applique au générateur d’essai.

3.8

vérification

ensemble des opérations utilisées qui s’appliquent a I'ensemble des matériels d’essais (par
exemple le générateur d’essai et les cables d’interconnexion) pour démontrer que le systéme
d’essai fonctionne conformément aux spécifications décrites a I'Article 6

NOTE 1 Les méthodes de vérification ne sont pas nécessairement les mémes que les méthodes d’étalonnage.

NOTE 2 Les procédures de vérification décrites en 6.1.2 servent a vérifier que le générateur d’essai fonctionne
correctement, les autres éléments constituant le montage d’essai servent a vérifier qu’'une forme d’onde correcte
est délivrée a 'EST.
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4 Généralités

Les creux de tension, les coupures bréves et les variations de tension de l'alimentation
électrique peuvent avoir une incidence sur les matériels électriques et électroniques.

Les creux de tension et les coupures bréves sont causés par des défaillances au niveau du
réseau, essentiellement des courts-circuits (voir également la CEl 61000-2-8), dans les
installations ou par d’importantes variations brusques de charge. Dans certains cas, plusieurs
creux ou coupures consécutifs peuvent survenir. Les variations de tension sont causées par
des variations continues des charges connectées au réseau.

Ces ghénomeénes, aléatoires par nature, peuvent étre caractérisés de mamiere minimale en
vue dfétre utilisés pour des simulations en laboratoire en termes d’é t ala
tension nominale et de durée.

En conséquence, différents types d’essais sont spécifiés dans cette norine p i er les
effets|des variations brusques de tension. Ces essais doivenyuniquemg utilisés pour
des cps particuliers et justifiés, et reléevent de la responsabilité des>epmités™qde its ou
de spécifications.

Le cdmité de produits est responsable d’établir Ig S ceux
traitég dans cette norme et de décider des conditions d{applicafi [

5 Njveaux d'essai

Les tensions données dans la prése comme base la tension nomingle du
matérlel (Ut) pour les spécifications de i : ux d’essai.

Lorsqlie le matériel présé W i oivent
s’appljquer:

— sifla gamme our la
gamme de bcifiée
comme base p

— dapns tous les altre a hs les

plys élevées et a es_plus faibles de la gamme de tensions;

— la|CEIl 6000-2<8 élection de durées et de niveaux d’essai.

5.1 [Cret fension et coupures bréves

Le pgssage-.deNla tension Ut a la nouvelle tension est brusque. Ce changemen{ peut
commlencer et se terminer quel que soit I'angle de phase de la tension du résead. Les

niveafix{de-tension d’essai suivants (en % de Ug) sont utilisés: 0 %, 40 %, 70 % et 80|%, ce
qui correspond a des creux de tension résiduelle de 0 % 40 % 70 % et 80 %

Pour les creux de tension, les durées et les niveaux d’essai préférés sont indiqués dans le
Tableau 1 et un exemple est représenté a la Figure 1a) et a la Figure 1b).

Pour les coupures bréves, les durées et les niveaux d’essai préférés sont indiqués dans le
Tableau 2 et un exemple est représenté a la Figure 2.

Les durées et niveaux d’essai préférés indiqués dans les Tableaux 1 et 2 tiennent compte des
informations indiquées dans la CEI 61000-2-8.

Les niveaux d'essai préférés indiqués dans le Tableau 1 sont raisonnablement sévéres et sont
représentatifs de nombreux creux de tension réels, mais n'ont pas pour but de garantir
I'immunité pour n'importe quel creux de tension. Des creux de tension plus séveéres, par
exemple 0 % pendant 1 s et des creux de tension triphasé, peuvent étre considérés par les
comités produits.
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Le temps de montée, ¢, et le temps de descente, ¢, pendant les variations brusques sont
indiqués dans le Tableau 4.

Les durées et niveaux doivent étre indiqués dans les spécifications des produits. Un niveau
d’essai de 0 % correspond a une coupure totale de la tension d’alimentation. En pratique, une
tension d’essai comprise entre 0 % et 20 % de la tension nominale peut étre considérée
comme une coupure totale.

Il convient que les durées plus courtes du tableau, et en particulier la demi-période, soient
testées pour confirmer que I'équipement soumis aux essais (EST) fonctionne conformément
aux limites spécifiées pour celui-ci.

Lors de la définition des critéres de performances pour des perturbation
demi-période pour des produits équipés d’un transformateur de rése
comit¢s de produits soient particulierement attentifs aux effets
d’app¢l. Pour de tels produits, ces courants peuvent étre 10 a
couraht nominal en raison de la saturation du flux magnétiq
aprés|le creux de tension.

dont laxdurée ept une

i nt que les
olrants
ue le
sformateur

Tableau 1 — Durées et niveaux d’essai préféré

Clafses 2 Durée et niveau d’essai pour/Qe% créu; di té.s\ion\n%o Hz/60 Hz)
Clgsse 1 Au cas/p’éf\cas ep/f&nc%h/deé e%gépces matériel
Clgsse 2 0 % pendant 0 % pendant 70 % pehdant 25/30° périodes
Y2 période 1 pério
Clgsse 3 0 % pendant 0 % pe dan 4 end 70 % pendant 80 % penfant
Y période /JJ\en 10/1 i 25/30° périodes | 250/300° pdriodes
Clapse X® x SO\ X X

a  Clgsses similaires a la

b A féfinir par le g£omitéN\de pro riels connectés directement ou indirectement au [éseau
public, il ne faufp u i évéres que ceux de la Classe 2.
¢ "24/30 périodes" sig |f|e deg’essais a 50 Hz" et "30 périodes pour des essais a 60 Hz.
Tabg@i\guveaux d’essai préférés pour les coupures bréves
/(}I\&{ \ Durée et niveau d’essai pour des coupures bréves (z5) (50 Hz/60 Hz)

oy

Au cas par cas en fonction des exigences du matériel

\\/
>

Classe 0 % pendant 250/300° périodes
Classe 3 0 % pendant 250/300° périodes
Classe Xb X

a  Classes similaires a la CEl 61000-2-4; voir I’Annexe B.

b A définir par le comité de produits. Pour des matériels connectés directement ou indirectement au réseau
public, il ne faut pas que les niveaux soient moins sévéres que ceux de la Classe 2.

¢ "250/300 périodes" signifie "250 périodes pour des essais a 50 Hz" et "300 périodes pour des essais a 60 Hz".
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5.2 Variations de tension (facultatif)

Cet essai porte sur une transition définie entre une tension nominale Ut et la valeur de la

tension apreés la variation.

NOTE La durée de la variation de tension est courte et peut étre causée par une variation de charge.

La durée préférée des variations de tension et la durée pendant laquelle les tensions réduites
doivent étre conservées sont indiquées dans le Tableau 3. Il convient que le taux de variation
soit constant; toutefois, la tension peut étre échelonnée. Il convient que les échelons se situent
aux points de passage a zéro et qu’ils ne soient pas supérieurs a 10 % de Us. Les échelons
inférieurs a 1 % de Uy sont considérés comme des taux de variation de tension constants.

Tableau 3 — Durée des variations de tension d’alimentation a court me

Niveau d'essai Temps de diminution Durée mps\d’augmentation de
e la tension de la tension (z4) de la tension réduite ( la“tension (7
50 160 HZ)
0, o s e
70 % Brusque 1 per)z(@\ N \ZSMerlodes
xa xa N xa

Il s’ag

La Fig
consiq

Y
a A dgfinir par le comité de produits. \}
b "25130périodes" signifie "25 périodes pour des essais a 50.Hr" e@ plg'rio S po es essais a 60 Hz".

NOTE |[La tension-di usqu’a 70 % pour 25 périodes. Echelon au passage a zéro.

Figure 1a) — Creux de tension — graphique montrant la forme d'onde

| V\/\/%\/

IEC 270/04

»
»

nt étre

d'unmrcreux de tensiomrde 70-%
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Ur (eff.)

100 % p—

0% N -
T T T T
N N N
ff . NS
IEE 271/04
Légende
Iy Temps de montée
I Temps de descente
Is Durde de la tension réduite
Figure 1b) -
Ut (gff) A
100 % - ——
0 % / / ‘ " -
t ts tr
e - IEC 27204

Légende

Iy Temps de montée
Ig Temps de descente
Is Durée de la tension réduite

Figure 2 — Coupure bréve
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Ut (eff)
100 %
70 %
0% @ -
1, 1
PN G\ 7E
IEC 273/04
Légende
!d Temps de diminution de la tension
i Temgs d’augmentation de la tens|
!s Duréle de la tension réduite
de tension
6 Instruments;'
6.1 Générateux d’e
Les caractéristiques.s nt communes aux générateurs pour les creux de tensig
coupure 8s et les’vaxjatiohs de tension, sauf indication contraire.
Des ekemples<de géngrateurs sont indiqués a I’Annexe C.
Le gépérateur doit étre équipé pour ne pas émettre d’'importantes perturbations, qui, s

sont gnvoyées sur le réseau d’alimentation, peuvent influencer les résultats des essais.

n, les

elles

Tout générateur produisant un creux de tension dont les caractéristiques sont supérieures ou
égales (en durée et en amplitude) a celles stipulées par la présente norme est autorisé.
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6.1.1 Caractéristiques et performances du

—39-

générateur

Tableau 4 — Spécifications du générateur

Tension de sortie a vide

Comme stipulé dans le Tableau 1, £+ 5 % de la valeur de
la tension résiduelle

Variation de la tension avec la charge a la sortie du
générateur

100 % de la sortie, 0 A a 16 A
80 % de la sortie, 0 Aa 20 A

709

moins de 5 % de Ut

moins de 5 % de Ut

&l I~
\>a~any

de-la-sortieo—0-A-a-23_A
g

40 % de la sortie, 0 Aa40 A

HOMS TG0

moins de 5 % de Ut

Courant de sortie admissible

16 A efficace par phase a |

générateur doit étre cap % de
la valeur nominale pen it étre
capable de délivrer nale
et 40 A 2 40 % deda va
ourant
EST,

(Cette exigence peut étre r i f
d’alimentatiop’en“xégimep&rmanent nominal de I
voir Article A.

créte du courant d’appel (pas de condition
b pour les essais de variation de tension)

N

Valeur
requis

is, il
hteur

Ne dojt’pas étreNimitee par le\générateur. Toutefd
n est as piégessaire quea vateur créte du génér
000 A poux un reseau de 250 V a 600

pour

créte instantanée du sur-dépassement/sqQus-
ement de la tension réelle, le générateurétant

Valeur
dépas
branch

200 V & 240 V, ou 250 A
fériogr a5\ de Uy

de montée (et de descenje) de la tensio
Figures 1b) et 2, pendant ure vAriati
e, le générateur étant br.

Temps
tf), Voi
brusqy

é sur une charge résistive de 100 Q
I (Xt\

)Entr 1M 5 us

résistiye de 100 Q

Déphajsage (si nece}s\lre \ 0° a 360°

Ecart éntre la phas de créux de sio et Moins de + 10°

coupures et la phase e a fe nce de"/’ atimen tion

Commjande du pass/é\\z\ero nerate S + 10°

L'impg¢dance\de soO

L'impegdan ant la
transifi

NOTE
d’induc

Il (convient qué la charge résistive de 100 Q utilisée pour tester le générateur ne compo
ivité supplémentaire.

te pas

NOTE 2
paralléle sur la charge. Il ne faut pas que le résultat de I'e

6.1.2
coupures bréves

Pour comparer les résultats des essais obtenus a partir de différents générateurs,

Pourtester e Tmateriet L|UI regcericre |energie,

il [S2518 pUbbiUIe de Drdricrier urie Iebibldllbe externe en
ssai soit influencé par cette charge.

Vérification des caractéristiques des générateurs de creux de tension et de

les

caractéristiques des générateurs doivent étre contrélées conformément aux points suivants:

les tensions de sortie efficaces a 100 %, 80 %, 70 % et 40 % du générateur doivent étre

conformes aux pourcentages des tensions de fonctionnement sélectionnées: 230 V, 120 V,

etc.;

mesurées sans charge et elles doivent étre

les tensions de sortie efficaces a 100 %, 80 %, 70 % et 40 % du générateur doivent étre

maintenues a un certain pourcentage de Ur;
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— la régulation par rapport a la charge doit étre contrélée a la valeur nominale de courant de
la charge sur chacune des tensions de sortie et la variation ne doit pas dépasser 5 % de la
tension d'alimentation nominale a 100 %, 80 %, 70 % et 40 % de la tension d’alimentation
nominale.

Pour une tension de sortie de 80 % de la valeur nominale, les exigences décrites ci-dessus ne
doivent étre vérifiées que pendant une durée maximale de 5 s.

Pour des tensions de sortie de 70 % et 40 % de la valeur nominale, les exigences décrites
ci-dessus ne doivent étre vérifiées que pendant une durée maximale de 3 s.

Si la
géner
charge
coté re
a utili
générateur est indiqué a la Figure A.1.

circuit
atipn du

el est
Bte du

Lorsqy’
inférig

coura OV a
240V bel de
PEST. = burant
d’appel de 'EST doit étre mfeneure > ‘\ é issi burant
d’exci Q S S } ‘appel
réel de I i

la progé

Les caractéristiques de com i S k : & : rge de
100 Q 3 i€

NOTE [ Il convient que la charge resisti wtiliséey 2né ‘inductivité

supplémentaire.

Les tgmps de m
doivent étre contrd
80 %,|de 100 %

ment,
0% a

a 100 %

frangles de phase entre 0° et 360° par pas de 45°.

et de Elle doit
égalem gour des commutations de 100 % a 80 % et de 80 % a 100 (%, de
100 % & o’a 100 %, ainsi que de 100 % a 40 % et de 40 % a 100 %, a PO° et
180°.

Les generateurs de tenS|on doivent, de preference etre étalonnés a des dates de¢finies

AcEano.

6.2 Source d’énergie

La fréquence de la tension d’essai ne doit pas dépasser +2 % de la fréquence nominale.

7 Montage d'essai

Pour la réalisation de I'essai, le cable reliant 'EST au générateur d’essai doit étre le plus court
possible, conformément aux spécifications du fabricant de 'EST. Si la longueur du cable n’est
pas spécifiée, elle doit étre la plus petite longueur possible appropriée a I'application de 'EST.
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Les montages d’essai des trois types de phénoménes décrits dans cette norme portent sur:

— les creux de tension;

— les coupures breves;

— les variations de tension avec transition progressive entre la tension nominale et la nouvelle
tension (facultatif).

Des e

xemples de montages d’essai sont indiqués a I’Annexe C.

La Figure C.1a représente un schéma de génération de creux de tension, de coupures

breve
et la
génér

La Fig
et de
équip
8 P
Un pla

Il con

utilise|

Les s
repréq

Il faut

Il est

- la

— leq
pol

inale

s et de variations de tension avec une transition progressive entre la tension no
houvelle tension utilisant un générateur a commutation interne; a Je
hteur et un amplificateur de puissance sont utilisés.

ure C.2 représente un schéma de génération de creux de t
variations de tension utilisant un générateur et un amplifigate
bments triphasés.

rocédures d'essai

n d'essai doit étre préparé avant de commencer tdut/essahsur

ystémes peuvent nécessiter ung
entatives des conditjgns normale

ou les-mode de fonctionnement du matériel;

description du montage d'essai.

21b), un

reves
ir des

hment
ations
ais.

ai.

orres-

Si aucune source réelle de signaux de fonctionnement n’est disponible pour I'EST, elle peut
étre simulée.

Toute dégradation des performances doit étre enregistrée pour chaque essai. Il convient que
les matériels de contrdle soient capables d'afficher I'état du mode de fonctionnement de I'EST
pendant et aprés les essais. Un contrdle fonctionnel complet doit étre effectué aprés chaque
groupe d'essais.
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8.1 Conditions de référence en laboratoire
8.1.1 Conditions climatiques

A moins qu'il en soit spécifié autrement par le comité responsable d’'une norme générique ou
d’'une norme de produit, les conditions climatiques dans le laboratoire doivent étre dans les
limites spécifiées pour le fonctionnement de I'EST et des matériels d'essai par leurs
constructeurs respectifs.

Les essais ne doivent pas étre réalisés si I'humidité relative entraine une condensation sur
I'EST ou sur les matériels d'essai.

du phémpomeéne

NOTE tLLorsqu’iI est estimé qu'il y a suffisamment de preuves pour démontrer que les
ormienle| comité

couverfls par la présente norme sont influencés par les conditions climatiques, il convie
responsable de la présente norme.

ets

8.1.2 Conditions électromagnétiques

Les conditions électromagnétiques dans le laboratoire dojveR i ement
corredt de ’EST pour ne pas perturber les résultats des essg

8.2 Exécution de I'essai

Penddnt les essais, la tension du réseau doit étre

8.2.1
L'EST| doit étre testé pour chaque combinai 3 pnnée
selon June séquence de trois coupuresicre Wiy haque

essai). Chaque mode de fop

Pour Jes creux de te sh\de tension d’alimentation doivent se produjre au
passage a zéro et a da 3 3 cansidéres-comme critiques par le comité de prodyits ou

par chaque spécificatio érence, ces angles seront 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, P70° et 31 -@ 4

Pour Les coupures Dre

re choisi par le comité de produits afin de refl¢ter le

pire c@s. En I'abs jhitl il £st recommandé d'utiliser 0° pour une des phases.
Pour un essQi e sur des systémes triphasés, les trois phases doivent étre
testées simultané ;

Pour pn essaj 3 dé tension sur des systémes monophasés, les tensions doivent étre
testégs commlesii en 5.1. Cela implique la mise en ceuvre d’'une série d’essais.

Pour tin/essai de creux de tension sur des systémes triphasés avec neutre, chaque tg¢nsion
(entre| phase et neutre ainsi gu’entre phases) doit étre testée individuellement comme §tipulé
en 5.1. Cela implique la mise en ceuvre de six séries d’essais. Voir Figure 4b).

Pour un essai de creux de tension sur des systémes triphasés sans neutre, chaque tension
entre phases doit étre testée individuellement comme stipulé en 5.1. Cela implique la mise en
ceuvre de trois séries d’essais. Voir Figure 4b).

NOTE Dans le cas des systémes triphasés, pendant I'essai d'un creux de tension phase phase, une ou les deux
autres tensions varieront également.

Pour les EST qui possédent plusieurs fils d'alimentation, il convient que chaque fil
d'alimentation soit essayé individuellement.
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